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1. はじめに 

 近年、単一光子検出器として高速応答性、高

検出効率といった特長を持つ超伝導ストリッ

プ光子検出器  (Superconducting Strip Photon 

Detector, SSPD) が注目を集めている。SSPDの

光子検出原理は未だ解明されていない。SSPD

の光子吸収部に磁束－反磁束対が形成され、そ

の磁束量子がストリップ外に排出されるとい

う説[1][2]に我々は着目している。そこで、Fig.1

に示す概略図のように単一磁束量子(Single-

Flux-Quantum, SFQ)論理回路を超伝導ナノスト

リップに直結することで、超伝導ナノストリッ

プから排出される単一磁束量子の直接観測を

目指している。 

 本研究では、Nbを用いた SFQ 回路チップの

超伝導配線の一部を超伝導ナノストリップ構

造に加工することで同一チップ上に超伝導ナ

ノストリップと SFQ 読み出し回路を集積化し

たモノリシック検出器システムを構成した。こ

れにより、超伝導ナノストリップ上の SFQ 発

生確率を測定した。 

 

2. SFQ検出回路 

 AIST-STP2 プロセスの SFQ 回路の構造とし

て、最上層に Nbを用いた CTL層を持つ。SFQ

回路作製後のチップの CTL 層を細線化加工す

ることで Nb ナノストリップと SFQ 読み出し

回路を同一チップ上に集積する。作製した超伝

導ナノストリップの顕微鏡写真を Fig.2 に、

SFQ 読み出し回路と同一チップ上に集積した

ものの顕微鏡写真を Fig.3 に示す。作製した超

伝導ナノストリップは厚さ 50 nm、長さ 5 m、

幅 100 nmとした。 
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Fig.1 Schematic diagram of the monolithic detector 

system for measurement. 

 

 
Fig.2 Microphotograph of the superconducting nano 

strip line. 

 

 

 
 

Fig.3 Microphotograph of the SFQ detection circuit 
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